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Розглянуто проблему автоматизації генерування функціональних тестів, розглянуто структурну схему системи та алгоритм роботи системи.
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The paper aimed at the problem of automating the generation of functional tests, considered block diagram of the system and the algorithm of the system.
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Вступ.  У процесі розробки системи заснованих на аналого-цифрових інтегральних схемах, при тестуванні самої схеми і її середовища на деяких етапах необхідно не тільки виявити факт збою чи відмови, але й визначити його місце. Конфігуровані аналого-цифрові інтегральні схеми(Configurable mixed-signal integrated circuit(CMIC)) містять  в собі як аналогові так і цифрові інтегральні схеми на одному напівпровідниковому кристалі. CMIC в даний час знаходяться в багатьох електронних системах, у тому числі телекомунікації, аудіо і відео інструменти  і т.д.  [1, 3, 4]
Через використання обробки як цифрових сигналів так і аналогових схем, тестування аналого-цифрових інтегральних схем являється складним і дорогим завданням реалізації.[2]
Стан проблеми.  Функціональне тестування CMIC проводиться під час їхнього виробництва перед відправленням замовнику. Тестова послідовність є змінної для кожної конфігурації CMIC, тому при виробництві кожної партії потрібно писати нові тести. Оскільки перед відправленням кожної партії необхідно якомога швидше перевірити кожен чіп, виникає необхідність автоматизувати процес генерування тестів, що дозволить зменшити час їх написання з декількох годин, до декількох хвилин. При цьому не слід забувати про основні вимоги до цих тестів: час їх проходження та покриття помилок, адже за один раз тестуються тисячі чіпів.
Існуючих програмних рішень є дуже мало. Вони вимагають окремого опису конфігурації чіпа, а також генерують тести на основі загальної схеми CMIC, що уповільнює процес тестування, а також ускладнює перевірку тих елементів, які з’єднанні з входами та виходами через інші компоненти схеми.[5]
Постановка задачі. Розробити систему автоматизованого генерування функціональних тестів для CMIC, з якомога більшим покриттям помилок та перевіркою у найкоротший термін. Система повинна мати можливість додавання нових тестів та CMIS.
Розв’язання задачі. Для пришвидшення часу перевірки CMIC, а також більш повне покриття тестами кожного компонента схеми було вирішено скористатися можливістю її переконфігурації, що дозволить напряму підключати до входів та виходів кожен компонент. Це дозволить повної мірою перевірити ті елементи, що з’єднані до входів та виходів через інші компоненти. Також необхідно відкинути перевірку тих компонентів, які не задіяні у кінцевій схемі, що йде до замовника, а також перевіряти компонент лише з тими параметрами, що вимагає замовних. Це значено відкине зайве тестування, що скоротить загальний час проходження тестів.[6,7]
Дана система повинна на вхід отримувати конфігурацію, що буде записана у CMIS, як кінцева та технічний опис, що містить такі дані як напруга при якій буде працювати чіп. Далі система на основі вбудованих даних про чіпи зчитує всі компоненти та їх з’єднання, а також може створювати нові конфігурації із іншими з’єднаннями та налаштуваннями. Далі система на основі описаних тестів генерує відповідні до вхідних даних тести. Структурна схема цієї системи наведена на рис.1.


Рис.1. Структурна схема автоматизованого генерування тестів для CMIC
Алгоритм роботи системи наведено на рис.2.
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Рис. 2. Алгоритм роботи системи автоматичного генерування тестів.

Висновки. В роботі розроблено систему для атоматизованого генерування функціональних тестів для перевірки роботи CMIC. Розроблено структурну схему, описано алгоритм роботи системи.
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